
薄膜电阻检测机构 膜电阻测试/分析/鉴定机构

产品名称 薄膜电阻检测机构 膜电阻测试/分析/鉴定机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

薄膜电阻测试方法是一种用于测量薄膜材料电阻值的实验方法。这种测试方法通常用于评估薄膜材料的
导电性能和电阻率等电学性质。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，实验室设施完备、强大的项目专
家检测团队。

薄膜电阻检测范围 热塑性软质薄膜袋、长寿命薄膜、超耐磨聚丙烯转移薄膜、双精调线高温薄膜铂电阻、高强度薄膜、
流延复合薄膜、易撕包装袋薄膜、金属薄膜、塑料薄膜、PVDF薄膜、电气绝缘用薄膜、镀膜材料、复
合氧化物薄膜、高强度耐高温BOPP薄膜、高透光率隔热聚酰亚胺薄膜、耐高温蒸煮包装袋薄膜、防霉
抗菌包装袋薄膜、PTFE薄膜、钙钛矿薄膜、高分子薄膜、聚酰胺薄膜、可降解薄膜、镍铁合金薄膜、
包装薄膜、光学功能薄膜、TPU薄膜、纳米银线透明导电薄膜、双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜等。

薄膜电阻检测标准 1、GB/T 6616-2009 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

2、KS L 1619-2013(2018 四探针阵列导电陶瓷薄膜电阻率测试方法

3、GB/T 6616-2023 半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试 非接触涡流法

4、GB/T 22586-2008 高温超导薄膜微波表面电阻测试

5、BS IEC 62951-6:2019 半导体器件 柔性和可拉伸半导体器件 柔性导电薄膜方块电阻的测试方法



6、ASTM D3633-98 薄膜铺面系统电阻率的测试方法

薄膜电阻检测周期 到样后7-10个工作日（可加急），会根据样品及其检测项目/方法有所变动，具体需咨询工程师。

薄膜电阻检测方法

四探针法是基于惠斯通电桥原理的一种测试方法。在实验中，四个探针按照一定的间距排列，其中两个
探针作为电流源，另外两个探针作为电压表。当电流源向薄膜材料施加电流时，会产生电压降，从而在
电桥中产生电压。通过测量电桥中的电压，可以计算出薄膜材料的电阻值。 其实验步骤如下： 

1. 准备实验器材：四探针测试仪、薄膜样品、电极夹具、稳压电源、电学测量仪表等。 

2. 将薄膜样品放置在电极夹具中，确保样品表面平整无瑕疵。 

3. 将四探针测试仪连接到稳压电源和电学测量仪表上。 

4. 将四探针探头与薄膜样品接触，调整探针间距，使其与样品尺寸相适应。 

5. 打开稳压电源，向薄膜样品施加电流，观察电学测量仪表的读数。 

6. 记录实验数据，包括电流值、电压值和探针间距等。 

7. 根据实验数据计算薄膜材料的电阻值。

薄膜电阻检测流程

1、沟通需求（在线或电话咨询）；

2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；

3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；

4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；



5、签约（双方确定--签订保密协议）；

6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是薄膜电阻检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。
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